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Интерферометры в оптике видимого света являются одними из наиболее 

точных инструментов для измерения физических констант. Наибольшую 

известность получил интерферометр с двумя щелями, известный как интерферометр 

Юнга. Специфика рентгеновского излучения заключается в том, что для него 

существует возможность принципиально новой интерферометрии на основе 

дифракции рентгеновского излучения на кристаллической решетке в кристаллах. 

При этом пучки от двух щелей могут интерферировать в самом кристалле с 

толщиной меньше миллиметра, создавая периодические полосы с большой и малой 

интенсивностью.  Рентгеновский дифракционный интерферометр был исследован 

теоретически в [1]  для схемы с двумя щелями, аналог интерферометра Юнга. В [2] 

был предложен другой тип интерферометра, состоящий из двух блоков кристалла. 

В данной работе [3] обсуждается другой способ улучшения интерферометра. 

Идея состоит в том, чтобы совместить двухлинзовый интерферометр на основе 

планарных составных преломляющих линз с дифракцией в кристалле, рис.1. 

Интерферометр позволяет измерять фазовый сдвиг при прохождении узкого пучка 

излучения через слой любого материала. Объект можно поставить перед кристаллом 

в один из фокусов интерферометра.  На рис. 2 интенсивность в отраженном пучке 

сразу после выхода из кристалла. Для кривой 3 в левом пучке перед кристаллом 

объект в виде волокна из бора диаметром 13.78 мкм, для кривой 2 - 6.89 мкм.  

В работе исследуется вопрос о возможности прецизионного измерения 

коэффициента преломления разных веществ с помощью интерферометра нового 

типа, а также новый тип имиджинга микрообъектов и газовых капсул в кристаллах. 

Обсуждается использование интерферометра для исследования пленочных покрытий 

кристалла-интерферометра. Определение неоднородности состава или толщины и 

структурного состояния пленок.  Дополнительно существует возможность изучать 

параметры самого кристалла-интерферометра.  

 

 

Рис.1.  Главная часть возможной схемы 

эксперимента: 1 – интерферометр на основе 

планарных линз, 2 – монокристалл, 3 – область 

перекрытия пучков в монокристалле. 

 

Рис. 2. Распределение интенсивности в области 

перекрытия пучков для кристалла кремния 

толщиной 0.8 мм, 440 отражения, энергии 

фотонов 10 кэВ, линза с апертурой 50 мкм, 

радиусом кривизны 6.25 мкм и расстоянием 

между центрами 60 мкм.  

Сдвиг фазы волновой функции в левом фокусе 

равен 0 для кривой номер 1 (черная), –/2 для 

кривой 2 (синяя), – для кривой 3 (красная). 
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